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При контроле производства Интегральных Схем (ИС) в изображении ИС в одном из углов ИС требуется выделить метку на корпусе. Для решения этой задачи предлагается ускоренный метод морфологического анализа изображений [1]. Ускорение вычислений до 300 и более раз достигается за счет того, что метка ищется в углах изображения ИС со сканированием формы метки в малых областях углов.
Использование метода морфологического анализа связано с тем, что метод устойчиво работает при разных освещениях ИС и при разных способах (качестве) нанесении метки на корпус ИС.
Номер угла корпуса ИС выбирается (и положение метки) по максимальному значению морфологического функционала типа “сигнал/шум”: StoN=||PAf||2/||f-PAf||2
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Изображение f
Форма PA
Сигнал - PAf

Шум - f-PAf в пределах формы А

StoN в области S
Рис. 1. Пример f входного изображения с меткой, формы метки PA, изображения “сигнала” PAf в пределах f, “шума” - f-PAf в пределах формы PA и значений StoN в области сканирования S.
Величина ускорения вычислений определяется отношением площади корпуса ИС в изображении к площади 4-ех малых областей сканирования формы PA.
Вывод: Метод устойчив к изменению освещения, качеству нанесения меток. Для больших корпусов ИС достигается более чем в 300 раз ускорение вычислений, те определение угла положения метки. И таким образом реализуется контроль производства корпусов ИС в реальном времени.
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